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(57) Abstract: The invention relates to an optical measuring system comprising a 3-D measuring device for carrying out three- 
dimensional shape measurement on surfaces of objects (O) to be measured and comprising projection optics that are provided with 
objective optics, whereby the object to be measured is illuminated by a light source (SLD) over an illuminating beam path by using 
illuminating optics. A rapid high-resolution shape measurement of surfaces, which are almost radially symmetrica], is attained due 
to the fact that the objective optics are configured as image flattening optics for detecting and flattening a curved surface area or are 
configured as panoramic optics (RO) for detecting a radially symmetrical surface area extending around 360°. 

[Fortsetzung auf der n&chsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine optische Messvorichtung mit einer 3-D-Messeinrichtung zur dreidi- 
mensionalen Fbrmvermessung an Oberflachen von Messobjekten (0) und einer eine Objektivoptik aufweisenden Projektionsoptik, 
wobei das Messobjekt durch eine Lichtquelle (SLD) uber einen Beleuchtungsstrahlengang mit einer Beleuchtungsoptik beleuchtet 
wird. Eine schnelle, hochauflosende Formvermessung von Oberflachen, die nahezu radial symmetrisch sind, wird dadurch erreicht, 
dass die Objektivoptik als Bildebnungsoptik zum Erfassen und Ebnen eines gekrummten Oberflachenbereiches oder als Rundsicht- 
optik (RO) zum Erfassen eines urn 360° umlaufenden radialsymmetrischen Oberflachenbereichs ausgebildet ist. 



